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PRIMER EJERCICIO
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CENTRO DE INVESTIGACION, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA (CITIUS)

1.- Los Rayos X tienen una energia tipica:
a) Mayor de 125 keV.

b) Entre 125y 0,125 keV.
c) Entre 0,125 keV y 0,006 keV.
d) Menor de 0,006 keV.

2.- La dispersion SIN pérdida de energia que sufren los Rayos X al
interaccionar con la materia se conoce por:

a) Dispersion Compton.

b) Dispersion Rayleigh.

c) Dispersion LeBail.

d) Dispersion Moseley.

3.- La diferencia de potencial elevada que se aplic a a un tubo de Rayos X sirve
para:
a) Acelerar los Rayos X que salen del anticatodo.

b) Acelerar los protones del catodo para que aumente su capacidad de
producir Rayos X.

c) Generar corrientes de efectos Peltier que enfrien el catodo.

d) Acelerar los electrones gue chocaran con el anod __ o.

4.- La diferencia de los Rayos X generados por unt ubo ceramico y uno de
anodo rotatorio consiste en:
a) La trayectoria que siguen los Rayos X emitidos al atravesar la ventana de

berilio.

b) El numero total de los fotones emitidos.

c) Las longitudes de onda de los fotones emitidos.

d) La presion atmosférica en el interior del tubo necesaria para la emision de
los fotones.
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5.- Ala hora de disefar un sistema de refrigeraci6  n por agua para un equipo de
Rayos X, si es posible se utilizara:

a)

b)

d)

Una enfriadora externa, gue permita intervencion __es técnicas sin tener
gue abrir_el equipo de Rayos X. El sistema podria ¢ ontar con_un
conjunto de filtros externos por el que pasara, en un circuito cerrado,
el agua del abastecimiento general antes de que lle gue al equipo de
Rayos X.

Una enfriadora externa, que permita intervenciones técnicas sin tener que
abrir el equipo de Rayos X. El sistema podria contar con un conjunto de
filtros externos por el que pasara, en un circuito cerrado, el agua destilada
antes de que llegue al equipo de Rayos X.

Un sistema interno, que permita intervenciones técnicas con el
mantenimiento del equipo de Rayos X. El sistema debera contar con un
serpentin por el que circulara helio liquido que enfriara el agua destilada
del sistema de refrigeracion.

Un sistema interno, que permita intervenciones técnicas con el
mantenimiento del equipo de Rayos X. El sistema debera contar con un
serpentin por el que circulard nitrogeno liquido que enfriara el agua
destilada del sistema de refrigeracion.

6.- La espectrometria de Fluorescencia de Rayos X p  ermite:

a)
b)
c)

d)

Identificar la posicion de los &tomos de una estructura.

Identificar los elementos presentes en una muest ___ra.

Identificar el estado de oxidacion de los elementos presentes en una
muestra.

Calcular el grado de cristalinidad de una muestra.

7.- Después de calibrar un método de medidas cuanti  tativo mediante FRX, se
debera validar el método midiendo:

a)
b)
€)
d)

De nuevo los mismos patrones utilizados para calibrar.

Patrones similares a los utilizados para calibra ___r.

De nuevo la dltima muestra que se haya medido antes de calibrar.

La muestra Monitor WKJ (Willy K. de Jongh), incluida en cada
espectrometro.
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8.- Para realizar un analisis cualitativo de una mu estra liquida en un
espectrometro de Fluorescencia de Rayos X por dispe  rsién de longitud de
ondas:

a) Se tendrd que solidificar la muestra previamente la muestra, ya que en

este tipo de equipo no se pueden medir liquidos.

b) Se tendra que medir en un espectrometro de Fluorescencia de Rayos X
por Transmision Total (TXRF), ya que en este tipo de equipo no se pueden
medir liquidos.

c) Se tendria que disefiar un método de medida en el que la camara donde
se encuentra toda la Optica y la muestra se encuentre en vacio para que
no haya dispersion de los Rayos X.

d) Se tendria que disefar un_meétodo _de medida en el gue la _camara
donde se encuentra toda la dptica vy la muestra se e _ncuentre en una
atmosfera de helio para gue la dispersion de los Ra ___yos X no sea muy
elevada.

9.- Al elegir patrones para la creacion/calibracion de un método cuantitativo de
medida de muestras de arcillas en un espectrometro de microFluorescencia de
Rayos X, se medira un conjunto de patrones con conc  entraciones:

a) Certificadas de los elementos: Ag, Ca, Fe, K, Mg, Mn, P, S, Sby Ti.

b) Conocidas de los elementos: Ag, Ca, Fe, K, Mg, Mn, P, S, Sby Ti.

c) Certificadas en los elementos: Am, Be, Cd, F, K, Mg, Mn, N, Pb, S y Ti.

d) Certificadas en los elementos: Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, P, S, SiyTi.

10.- Para obtener la composicion elemental promedio de una muestra muy
heterogénea mediante el uso de un espectrometro de microFluorescencia de
Rayos X, se realizara:

a) Un mapeo, o la medida de una matriz de puntos re _ presentativa, de la

mayor superficie posible de la muestra.

b) Una medida puntual del centro de la muestra y se calculara el promedio.

c) La medida de dos puntos equidistantes del centro de la muestra y se
calculara el promedio.

d) La medida de dos puntos lo mas alejados del centro de la muestra y se
calculara el promedio.
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11.- Al medir una muestra que proviene de una mena de galena, en un
espectrometro de Fluorescencia de Rayos X por dispe  rsién de onda, habria
que tener en cuenta el solapamiento de la linea L(a  Ifa):

a) Del plomo con la linea K(alfa) del arsénico.

b) Del plomo con la linea K(alfa) del azufre.
c) Del arsénico con la linea K(alfa) del plomo.
d) Del arsénico con la linea K(alfa) del azufre.

12.- El espesor critico al medir una muestra en un espectrometro de
Fluorescencia de Rayos X por dispersion de onda es:
a) Directamente proporcional al nimero atémico promedio de la matriz de la

muestra, e inversamente proporcional al nimero atémico del anodo del
tubo de Rayos X.

b) Inversamente proporcional al nimero atdmico prom edio de la matriz
de la muestra, y directamente proporcional al numer o atémico del
anodo del tubo de Rayos X.

c) Directamente proporcional al nimero atémico promedio de la matriz de la
muestra y al nimero atémico del anodo del tubo de Rayos X.

d) Inversamente proporcional al nimero atdmico promedio de la matriz de la
muestra y al nimero atémico del anodo del tubo de Rayos X.

13.- Para preparar una muestra con alto contenido e n cromo en forma de perla
para ser medida en un espectrometro de Fluorescenci a de Rayos X, se debe
utilizar una mezcla:
a) Aproximada de fundentes: 50% de Tetraborato de Litio (Li2B4O7) y 50%
Metaborato de Litio (LiBO2).
b) De fundentes: 66% de Tetraborato de Litio (Li2B40O7) y 34% Metaborato
de Litio (LIBO2).
c) Aproximada de fundentes: 34% de Tetraborato de Litio (Li2B4O7) y 66%
Metaborato de Litio (LiBO2).
d) Una_mezcla aproximada de fundentes: 20% de Nitra _to de Sodio
(NaNO3) v 80% Metaborato de Sodio (NaBO2).
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14.- Para la preparacion de muy poca cantidad de mu estra pulverulenta para
ser medida mediante Fluorescencia de Rayos X, se de  positara la muestra:

a)
b)

c)

d)

Sobre un molde de acero y se prensara hasta que se adhiera.

Mezclada con una cantidad determinada de desmoldeante sobre un molde
de acero y se prensara hasta que se adhiera.

Mezclada con una cantidad determinada _de aglomer _ ante sobre un
soporte de acido bérico hasta que se adhiera.

Mezclada con una cantidad determinada de desmoldeante sobre un disco
de papel de corinddn y se prensara hasta que se adhiera.

15.- La ley de Bragg establece una relacion entre |  ongitud de onda de la:

a)
b)
c)

d)

Muestra, frecuencia de la radiacion incidente y la velocidad de giro de la
muestra.

Radiacion incidente, cantidad de muestra y el angulo de incidencia de la
radiacion.

Radiacidn incidente, distancia entre planos cris talinos hkl y el &ngulo
de incidencia de la radiacidn.

Radiacion incidente, distancia entre planos cristalinos hkl y la velocidad de
giro de la muestra.

16.- La Difraccion de Rayos X permite:

a)
b)

c)

d)

Identificar a qué is6topo pertenece un atomo.

Identificar el estado de oxidacion de cualquier elemento presente en una
muestra.

Calcular la distancia instantdnea entre dos atomos cualesquiera presentes
en una muestra.

Calcular el grado de cristalinidad de una muestr ___a.

17.- En un difractometro de Rayos X de polvo, el de tector que ofrece mayor
namero de cuentas para un mismo tiempo de adquisici on es el detector:
a) Puntual.

b) Lineal.

c)

De area.

d) De volumen (Scherrer’'s detector).
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18.- En un difractometro de Rayos X con configuraci  6n Bragg-Brentano, la
posicion de los picos del difractograma adquirido:

a) Es independiente de la posicidn vertical de la muestra.

b) Depende de la posicidn vertical de la muestra.

c) Depende de la velocidad de giro de la muestra.

d) Depende de la cantidad de muestra.

19.- Al preparar una muestra para medirla en un dif ractometro de Rayos X de
polvo, la molienda se realizara en:
a) Seco utilizando un molino.

b) Seco, posteriormente se tamizard descartando la parte que no haya
pasado por el tamiz.

c) Humedo, posteriormente se tamizara descartando la parte que no haya
pasado por el tamiz.

d) Hdmedo, posteriormente se tamizard y se tendra g  ue_ repetir el
proceso con la parte que no haya pasado por el tami___ z.

20.- Al diseiiar un método de medida para un difract Ometro de Rayos X de
polvo con configuracion Bragg-Brentano, una variabl e que NO esta incluida en
el método es:

a) Inclinacion de la muestra.

b) Paso de angulo y tiempo de adquisicion.

c) Rango de angulos.

d) Voltaje e intensidad del tubo de Rayos X.

21.- Al diseiiar un método de medida para un difract Ometro de Rayos X de
polvo con configuracién Bragg-Brentano, para colima r tanto el haz incidente
como el difractado se deberia utilizar rendijas:

a) Fjallbo.

b) Soller.

c) Ronnskar.

d) L’Oxberg.

22.- Para la identificacion de las fases cristalina s presentes en una muestra
que previamente se ha medido en un difractometro de Rayos X de polvo, se
emplea la:

a) Posicién de los picos observados.

b) Intensidad de los picos observados.

c) Altura de los picos observados substrayéndoles el fondo medido.

d) Anchura a mitad de altura de los picos observados.
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23.- Para la identificacion de las fases cristalina s presentes en una muestra
que previamente se ha medido en un difractometro de Rayos X de polvo podria
utilizar el software:

a) DIFFRAC.SUITE ADA.

b) DIFFRAC.SUITE EVA.
c) X-ARGILLE.
d) X-PROBE.SUITE.

24.- Una forma de estimar el tamano de los dominios coherentes de difraccion
es mediante ecuacion de:
a) Scherrer.

b) Pawley-Lebail.
c) Hemnes.
d) Bjustar.

25.- El término FWHM utilizado para estimar el tama fo de los dominios
coherentes de difraccion hace referencia:
a) Al promedio de la sefial de fondo medida en el difractograma.

b) A la relacion entre las alturas de los dos picos mas intensos de una misma
fase cristalina.

c) Ala anchura a mitad de altura de un pico.

d) A la altura del pico mas intenso de una fase cristalina.

26.- La configuracion recomendada para un difractom etro de Rayos X
equipado con una camara de alta temperatura para el estudio de muestras en
condiciones no ambientales es:

a) Bragg-Brentano.

b) Bragg-Bernal.
c) Bragg-LeBail.
d) Haz paralelo.

27.- ElI material recomendado para un portamuestras utilizado para la
realizacion de ensayos en condiciones no ambientale s a 1150K en un
difractdmetro de Rayos X equipado con una camara de alta temperatura es:

a) Cobre.

b) Aluminio.

c) Alumina.

d) Lantano.
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28.- El método que se utiliza para la resolucion de estructuras cristalinas a
partir de los datos obtenidos por un difractémetro de monocristal es el de:

a) Fermi.

b) Levenberg-Marquardt.

c) LeBail.

d) Patterson.

29.- La medida del estandar de YLID para el ajuste del difractometro de
monocristal se debe realizar a:

a) OK.

b) 100 K.

c) 273 K.

d) Temperatura ambiente.

30.- Un gas (0 mezcla de gases) ionizable de comun uso en un detector
proporcional gaseoso es:
a) Mezcla de Ar al 90% y CH4 al 10%.

b) Mezcla de H al 50% y Ar al 50%.
c) Mezcla de H al 50%y Xe al 50%.
d) N2 al 100%.

31.- Un modo para corregir el Dark Field en un dete ctor de &rea es tomar la
sefal promedio que llega al detector de la muestra:
a) Durante un breve intervalo de tiempo haciéndole incidir la mitad de la

intensidad del haz de Rayos X que se vaya a utilizar en el ensayo, y
sustraérsela posteriormente a la medida de la muestra.

b) En mitad del ensayo, y sustraérsela posteriormente a la medida de la
muestra.

c) Durante un breve intervalo de tiempo al comienzo del ensayo, y
sustraérsela posteriormente a la medida de la muestra.

d) Durante un breve intervalo de tiempo sin_hacerle incidir_el haz de
Rayos X, y sustraérsela posteriormente a la medida de la muestra.

32.- Al realizar un ensayo en un equipo de Tomograf ia Computarizada, los
fotones dispersados:
a) Contribuyen positivamente al contraste de la imagen.

b) Contribuyen negativamente al contraste de la ima____gen.
c) Contrarresta la aparicion de ruido en la imagen.
d) Se evitan aumentando el campo de vision FOV.
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33.- En el caso de la Tomografia Computarizada, la  unidad tridimensional en la
gue se divide el espacio se denomina:
a) PIXEL.

b) 3D-PIXEL.
c) 3DIXEL.
d) VOXEL.

34.- Para el proceso de reconstruccion de imagenes obtenidas mediante un
ensayo en un equipo de Tomografia Computarizada se pueden utilizar métodos
analiticos como método:

a) Algebraico.

b) Estadistico.

c) De retroproyeccion filtrada (con filtros como el de Hammill o Sheep-

Xavier).
d) De retroproyeccion filtrada (con filtros como el de Shepp-Logan).

35.- Un equipo de Rayos X puede ser protegido de po sibles picos de tension
de la red eléctrica mediante el uso de:
a) Una conexion a tierra.

b) Un SAL
c) Un alternador.
d) Una conexion trifasica.

36.- Si en un sistema de enfriamiento tipo CryoStre am durante su
funcionamiento aparece una concha de hielo alrededo  r de la salida del sistema
se debera:
a) Aumentar el flujo de aire seco del sistema.
b) Ajustar el centrado de las dos camisas entre las cuales circula la
mezcla de aire seco y nitrégeno evaporado.
c) Ajustar el flujo de nitrégeno liquido.
d) Disminuir la proporcion de aire en la mezcla de aire seco y nitrogeno
liquido.

37.- En la norma ISO 14001:2015 durante el analisis  de riesgo y oportunidades:

a) La probabilidad de ocurrencia_se clasifica_en ra ___ro, improbable,
posible, probable y casi sequro.

b) La probabilidad de ocurrencia se clasifica en menor, moderado, mayor
y catastrofico.

c) La probabilidad de ocurrencia se clasifica en baja, moderada, alta y
extrema.

d) La probabilidad de ocurrencia se clasifica en rara, improbable,
moderada, alta y extrema.
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38.- En un laboratorio de Rayos X de un Servicio Ge  neral de Investigacion:
a) No sera necesario realizar Procedimientos Normalizados de Trabajo si

se tiene un personal suficientemente cualificado.

b) Sera necesario tener registros de todas las medi ___das realizadas.

c) El montaje de las muestras sera realizado normalmente por los
usuarios.

d) No se registraran las practicas impartidas por el personal técnico, ni las
visitas de alumnos, empresas u Organismos Publicos.

39.- Frente a las infecciones transmitidas por las  angre y los fluidos corporales

se establecen estrategias de prevencion como son el uso de guantes,
mascarillas, gafas, bata, material de un solo uso, gorros que se engloban en
barreras:

a) Eisicas.

b) Quimicas.

c) Generales.

d) Bioldgicas.

40.- Segun el Estatuto de la Universidad de Sevilla , el érgano colegiado de
gobierno y gestion de la Universidad de Sevilla que establece sus lineas
estratégicas y programaticas de actuacion es:

a) El Claustro Universitario.

b) La Junta de Gobierno.

c) La Junta Consultiva.

d) El Consejo de Gobierno.
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